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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Prifvorrichtung fir ein optisches Untersuchungssystem
mit einer Lichtquelle und einer bildgebenden Einrichtung
zur optischen Untersuchung eines Objekts innerhalb und
aullerhalb der Medizin. Die vorliegende Erfindung be-
zieht sich insbesondere auf eine Prifvorrichtung fir ein
Endoskopiesystem mit einer Lichtquelle und einem En-
doskop.

[0002] Zur Endoskopie in medizinischen oder nicht-
medizinischen Anwendungen - im zweiten Fall auch als
Boroskopie bezeichnet - werden Endoskopiesysteme
aus jeweils einem Endoskop und einer Lichtquelle ver-
wendet. Die Lichtquelle kann in das Endoskop, insbe-
sondere in dessen distales Ende, integriert sein oder als
separate Einheit bereitstehen, die (ber ein Lichtleitkabel
mit dem Endoskop optisch gekoppelt ist. Licht der Licht-
quelle tritt am distalen Ende des Endoskops aus und be-
leuchtet dort ein zu betrachtendes Objekt. Vom Objekt
remittiertes Licht wird von einer Optik am distalen Ende
des Endoskops aufgefangen und auf einen lichtempfind-
lichen Bildsensor geleitet oder, beispielsweise mittels ei-
nes geordneten Blindels von Lichtwellenleitern oder ei-
ner Stablinsenoptik, zum proximalen Ende des Endos-
kops Ubertragen. Im zweiten Fall ist das vom Objekt re-
mittierte Licht am proximalen Ende des Endoskops tGber
ein Okular beobachtbar oder wird mittels einer Kamera
erfasst. Alternativ oder zusétzlich zu remittiertem Licht
kann auch vom Objekt emittiertes Licht beobachtet wer-
den, insbesondere Fluoreszenzlicht.

[0003] Die Qualitat eines mittels eines Endoskopiesys-
tems erfassten Bilds, insbesondere Helligkeit, Hellig-
keits- und Farbkontrast, Signal-Rausch-Abstand, Farb-
treue und Auflésung bzw. Scharfe, hangt vom betrach-
teten Objekt, insbesondere seinen optischen Eigen-
schaften, und vor allem vom Endoskopiesystem ab. Re-
levante Faktoren sind beispielsweise die Funktionsfahig-
keit der Lichtquelle, ihre Strahlungsleistung bzw. der von
ihr erzeugte Lichtstrom, das Spektrum des erzeugten
Lichts, ggf. die Ubertragungseigenschaften eines ver-
wendeten Lichtleitkabels und der Kopplung des Lichtleit-
kabels mit der Lichtquelle und dem Endoskop, die Funk-
tionsfahigkeit der Lichtlibertragung innerhalb des Endo-
skops, der Wirkungsgrad der Auskopplung des Lichts
der Lichtquelle aus dem Endoskop, die Funktionsfahig-
keit bzw. die optischen Eigenschaften des Beobach-
tungs-Strahlengangs im Endoskop, ggf. einschlieRlich
eines geordneten Biindels von Lichtwellenleitern oder ei-
ner Stablinsenoptik, die Funktionsféhigkeit des Okulars
oder der Kamera. Haufige Fehlerquellen bilden u. a. die
einem Alterungsprozess unterworfene Lichtquelle, ggf.
das Lichtleitkabel und seine Kopplung an die Lichtquelle
und das Endoskop und die Kopplung einer Kamera an
das Endoskop.

[0004] Insbesondere fir medizinisch-diagnostische
Zwecke wird Fluoreszenzlicht beobachtet. In der Photo-
dynamischen Diagnostik (PDD) wird beispielsweise eine
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durch verabreichtes 5-Aminolavulinsdure (ALA) indu-
zierte Fluoreszenz von Protoporphyrin IX beobachtet.
Die Anreicherung von ALA und damit auch die Intensitat
der Fluoreszenz sind vom Zustand des Gewebes abhan-
gig. Bei der Autofluoreszenz-Diagnostik (AF-Diagnostik)
wird die Fluoreszenz von kérpereigenen Fluorophoren
beobachtet, deren Konzentration ebenfalls vom Zustand
des Gewebes abhangig ist. Auch auRerhalb der Medizin
werden fluoreszenzdiagnostische Verfahren verwendet.
[0005] Damit remittiertes Anregungslicht bzw. Be-
leuchtungslicht die Fluoreszenz nicht Uberstrahlt, wer-
den im Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang
zwischen Lichtquelle und Objekt ein Beleuchtungsfilter
und im Beobachtungs-Strahlengang zwischen Objekt
und Kamera bzw. Okular ein Beobachtungsfilter verwen-
det. Das Beleuchtungsfilter ist ein Kurzpassfilter, das im
wesentlichen nur die zur Anregung der Fluoreszenz er-
forderlichen kurzen Wellenldngen transmittiert, langere
Wellenlangen hingegen Uberwiegend oder fast aus-
schlieBlich reflektiert oder absorbiert. Eine sehr geringe,
aber nicht verschwindende Transmission im Blockbe-
reichistbei manchen Anwendungen erwiinscht, um auch
ohne Fluoreszenz ein Bild zu erhalten, das eine geringe
Helligkeit aufweist aber sichtbar ist. Das Beobachtungs-
filter ist ein Langpassfilter, das nur Wellenlangen der Flu-
oreszenz transmittiert und vom Objekt remittiertes kurz-
welliges Anregungslicht reflektiert oder absorbiert. Be-
leuchtungs- bzw. Anregungsfilter kdnnen in der Regel
manuell oder maschinell ausgetauscht bzw. gewechselt
werden. Beobachtungsfilter kbnnen austauschbar bzw.
wechselbar sein, sind aber in vielen Fallen fest in das
Endoskop eingebaut. Beispielsweise in der Urologie wer-
den fiir die Beobachtung in Weillicht, ALA- oder AF-Flu-
oreszenz verschiedene Endoskope verwendet, die zu-
mindest im Beobachtungs-Strahlengang fir ihre jeweili-
ge Verwendung optimiert sind bzw. eine entsprechende
Filtercharakteristik aufweisen. Zu den oben genannten
Fehlerquellen bzw. Einflissen auf die Funktionsfahigkeit
des Endoskopiesystems ftritt im Fall der Beobachtung
von Fluoreszenz somit noch die Kombination des Be-
leuchtungsfilters bzw. des Spektrums der Lichtquelle ei-
nerseits und des Beobachtungsfilters andererseits.
[0006] Eine entsprechende Problemstellung existiert
bei anderen optischen Untersuchungssystemen, die ei-
ne bildgebende Einrichtung und eine Lichtquelle zur op-
tischen Untersuchung medizinischer und nicht-medizini-
scher Objekte in remittiertem Licht und/oder in Fluores-
zenzlicht umfassen. Dazu zahlen Exoskope, die bei-
spielsweise zur Diagnostik und fir mikrochirurgische
Eingriffe an oder nahe Korperoberflichen verwendet
werden.

[0007] In der DE 196 38 809 A1 ist eine Vorrichtung
zur Prufung und/oder Justierung eines PDD- oder PDT-
Systems (PDT = Photodynamische Therapie) und/oder
zur Schulung an einem derartigen System beschrieben.
In einem Gehause ist ein Target angeordnet, dem ge-
genuber ein distales Ende eines Endoskops angeordnet
werden kann. Die Krimmung des Targets kann der Ob-
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jektfeldkrimmung einer bildgebenden Einheit des Endo-
skops entsprechen. Im Target sind ein Fotoelement und
Lichtquellen vorgesehen. Das Fotoelement erfasst die
Beleuchtungsstarke eines vom Endoskop ausgehenden
Beleuchtungslichts. Eine Steuerung steuert die Licht-
quellen als Funktion der vom Fotoelement erfassten Be-
leuchtungsstarke.

[0008] In der DE 198 55 853 A1 ist eine Vorrichtung
zur Prifung und/oder Justierung eines PDD- oder PDT-
Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen
System beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein Lumi-
neszenzphantom mit einem Fluoreszenzfarbstoff. Ge-
genlber dem Lumineszenzphantom kann ein Ende ei-
nes Endoskops angeordnet werden.

[0009] Inder nachveréffentlichten DE 10 2009 043 696
sind eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Priifen von
Endoskopen beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein
Filtermodul mit mehreren Durchbriichen, in denen opti-
sche Filter angeordnet sind. Das Filtermodul wird aus
einer Richtung durch die Lichtquelle tiber ein Lichtleitka-
bel beleuchtet. Aus einer entgegengesetzten Richtung
wird das von dem Filtermodul transmittierte Licht mittels
eines Endoskops beobachtet.

[0010] In US 2003/0105195 A1 sind eine Vorrichtung
zum Kalibrieren eines optischen Scanners und ein Ver-
fahren zu dessen Verwendung beschrieben. Im Mittel-
punkt stehen die Kalibrierung optischer Scanner fir flu-
oreszente Proben und die Kalibrierung der Empfindlich-
keit eines optischen Detektors, des Abstands zwischen
einem Objekttisch und einem Objektiv, der Geschwin-
digkeit der Bewegung des Objekttisches, des Scanner-
spiegels. Die Vorrichtung zum Kalibrieren umfasst ein
Substrat mit einer Polymerschicht mit einem fluoreszen-
ten Agens. Die Oberflache der Vorrichtung zum Kalibrie-
ren wird mit Strahlung zur Anregung von Fluoreszenz
des fluoreszenten Agens bestrahlt, wobei Fluoreszenz-
daten erhalten werden, mittels derer der Scanner kalib-
riert wird.

[0011] Abhéangig von konkreten, in der Praxis sich er-
gebenden Aufgabenstellungen kann jede der bislang be-
kannten Vorrichtungen und Verfahren Vor-und Nachteile
aufweisen. Beispielsweise ermdglicht unter einigen Be-
dingungen und fir einige Anwendungen keine der be-
schriebenen Vorrichtungen und Verfahren eine zuverlas-
sige und evtl. sogar quantitative Priifung eines vollstan-
digen Endoskopiesystems oder eines vollstdndigen an-
deren optisehen Untersuchungssystems in genau dem
Zustand, in dem es davor oder danach medizinisch oder
nicht-medizinisch verwendet wurde oder wird.

[0012] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
stehtdarin, eine verbesserte Priifvorrichtung und ein ver-
bessertes Verfahren zum Priifen eines optischen Unter-
suchungssystems zu schaffen, die insbesondere eine
absolute und genaue Prifung der Funktionsfahigkeit
oder einer anderen Eigenschaft des optischen Untersu-
chungssystems vereinfachen.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande der
unabhangigen Anspriche geldst.
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[0014] Weiterbildungen sind in den abhangigen An-
spriichen angegeben.

[0015] Ausfiihrungsformen der vorliegenden Erfin-
dung beruhen auf der Idee, bei einer Prifvorrichtung fir
ein optisches Untersuchungssystem mit einer bildgeben-
den Einrichtung und einer Lichtquelle eine Positionie-
rungseinrichtung zum Halten der bildgebenden Einrich-
tung bei einer vorbestimmten Position und insbesondere
auch einer vorbestimmten Richtung des distalen Endes
der bildgebenden Einrichtung zu einer Referenzoberfla-
che der Prifvorrichtung vorzusehen. Dazu weist die Po-
sitionierungsvorrichtung insbesondere einen mechani-
schen Anschlag auf, der so ausgebildet ist, dass das dis-
tale Ende einer in die Prifvorrichtung eingesetzten bild-
gebenden Einrichtung an einer vorbestimmten Position,
insbesondere auch einem vorbestimmten Abstand zur
Referenzoberflache, liegt, wenn die bildgebende Einrich-
tung an dem Anschlag anliegt.

[0016] Die Positionierungseinrichtung erméglicht auf
einfache Weise eine reproduzierbare und genaue Posi-
tionierung des distalen Endes der bildgebenden Einrich-
tung relativ zur Referenzoberflache der Prifvorrichtung.
Die Priifvorrichtung kann damit nicht nur fir Schulungs-
zwecke oder eine qualitative Messung oder Prifung der
Funktionsfahigkeit eines optischen Untersuchungssys-
tems verwendet werden, sondern auch flr eine quanti-
tative Prifung. Durch die prazise und reproduzierbare
Positionierung des distalen Endes der bildgebenden Ein-
richtung relativ zu der Referenzoberflache der Priifvor-
richtung kénnen beispielsweise aus der Helligkeit eines
von der bildgebenden Einrichtung erzeugten Bilds der
Referenzoberflache quantitative Rickschliisse auf die
Funktionsfahigkeit und andere Eigenschaften des opti-
schen Untersuchungssystems gezogen werden. Wenn
das von der bildgebenden Einrichtung erzeugte Bild der
Referenzoberflache zu dunkel ist, kann das nicht mehr
an einer falschen Positionierung des distalen Endes der
bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberflache
liegen. Vielmehr muss ein Defekt an dem optischen Un-
tersuchungssystem vorliegen, beispielsweise eine nicht
mehr oder nur noch eingeschrankt funktionsfahige Licht-
quelle, ein defektes Lichtleitkabel oder eine fehlerhafte
Kopplung zwischen einem Lichtleitkabel und der Licht-
quelle oder der bildgebenden Einrichtung.

[0017] Eine Prufvorrichtung flr ein optisches Untersu-
chungssystem mit einer bildgebenden Einrichtung und
einer Lichtquelle zur optischen Untersuchung eines Ob-
jekts in remittiertem Licht und/oder in Fluoreszenzlicht
umfasst ein Gehause mit einem Hohlraum und einer Off-
nung zum Einfiihren eines distalen Endes der bildgeben-
den Einrichtung in den Hohlraum, eine Referenzoberfla-
che mit vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem
Hohlraum zumindest entweder zur Remission von auf
die Referenzoberflache fallendem Beleuchtungslicht
oder zur Emission von Fluoreszenzlicht, und eine Posi-
tionierungseinrichtung zum Halten der bildgebenden
Einrichtung bei einer vorbestimmten Position des dista-
len Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Re-
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ferenzoberflache.

[0018] Die Prufvorrichtung istinsbesondere eine Prif-
vorrichtung fir ein Endoskopiesystem mit einem Endo-
skop und einer Lichtquelle. Die Lichtquelle kann in das
Endoskop integriert sein oder als separate Einheit vor-
liegen. Im zweiten Fall kann die Lichtquelle, beispiels-
weise mittels eines Lichtleitkabels, mit der bildgebenden
Einrichtung gekoppelt sein, wobei die bildgebende Ein-
richtung zur Ubertragung von Beleuchtungslicht der
Lichtquelle zum distalen Ende der bildgebenden Einrich-
tung ausgebildet ist. Alternativ kann das optische Unter-
suchungssystem ausgebildet sein, um Beleuchtungs-
licht der Lichtquelle Giber einen Beleuchtungs-Strahlen-
gang aulerhalb der bildgebenden Einrichtung zu einem
zu untersuchenden bzw. zu betrachtenden Objekt zu lei-
ten.

[0019] Die Referenzoberfliche kann eben oder ge-
kriimmt, insbesondere konkav sein. Die vorbestimmten
optischen Eigenschaften der Referenzoberflaiche sind
insbesondere zeitlich unveranderlich bzw. stabil. Zu den
optischen Eigenschaften der Referenzoberflache zahlen
insbesondere ihr Remissionsgrad als Funktion der Wel-
lenldnge von Beleuchtungslicht und ggf. eine Fluores-
zenz-Quantenausbeute als Funktion der anregenden
Wellenlange und der Wellenlange des emittierten Fluo-
reszenzlichts. Hinsichtlich ihrer Remissionseigenschaf-
ten ist die Referenzoberflache beispielsweise nahe-
rungsweise ein Lambert-Strahler mit einer ndherungs-
weise ideal diffusen Remission.

[0020] Die Positionierungseinrichtung kann aus-
tauschbar sein, um die Prifvorrichtungen mit unter-
schiedlichen bildgebenden Einrichtungen betreiben zu
kénnen. Ferner kann die Positionierungseinrichtung aus-
gebildet sein, um zumindest dann, wenn eine bildgeben-
de Einrichtung in die Prifvorrichtung eingesetzt ist, den
Hohlraum des Gehauses der Prifvorrichtung gegen den
Einfall von Umgebungslicht abzuschirmen. Die durch die
Positionierungseinrichtung vorbestimmte Position des
distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zu
der Referenzoberflache der Prifvorrichtung, insbeson-
dereder Abstand zwischen beiden, kann so gewahltsein,
dass die relative Position einer typischen Position des
distalen Endes der bildgebenden Einrichtung bei einer
optischen Untersuchung eines Objekts entspricht. Die
Prifvorrichtung ermdglicht somit eine Priifung eines op-
tischen Untersuchungssystems unter realistischen Be-
dingungen.

[0021] Um eine Priifung eines optischen Untersu-
chungssystems unter méglichst realistischen Bedingun-
gen zu erm@glichen, kann die Prifvorrichtung ferner aus-
gebildet sein, um Wasser oder ein anderes Fluid zu ent-
halten, dessen Brechungsindex gréfier als 1 ist. Dazu
sind die Prifvorrichtung und insbesondere das Gehause
und die Positionierungseinrichtung so ausgebildet, dass
das Fluid zumindest dann nicht oder nur langsam ent-
weicht, wenn eine bildgebende Einrichtung in die Prif-
vorrichtung eingesetzt ist. Das Gehduse und die Positi-
onierungseinrichtung umfassen dazu beispielsweise O-
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Ringe oder andere Dichtungen. Wenn die Prifvorrich-
tung dazu ausgebildet ist, eine Flussigkeit zu enthalten,
kann die Offnung zum Hohlraum im Gehéuse in einem
oberen Bereich angeordnet sein, insbesondere am
héchsten Punkt des Hohlraums. Dies erméglichst bei-
spielsweise eine Simulation der Bedingungen, die in der
Urologie bei einer endoskopischen Untersuchung einer
mit Harn gefiillten Harnblase vorliegen.

[0022] Die Positionierungseinrichtung kann ferner da-
zu ausgebildet sein, eine Rotation einer in die Prifvor-
richtung eingesetzten bildgebenden Einrichtung um ihre
Langsachse zu unterbinden. Dazu umfasst die Positio-
nierungseinrichtung insbesondere eine Einrichtung zum
kraftschlissigen oder formschlissigen Unterbinden ei-
ner Rotation einer bildgebenden Einrichtung, beispiels-
weise eine Kugel-Rastvorrichtung. Diese Einrichtung
kann gleichzeitig dazu ausgebildet sein, eine in die Prif-
vorrichtung eingesetzte bildgebende Einrichtung, insbe-
sondere ihrdistales Ende, an der vorbestimmten Position
zu halten. Das Unterbinden einer Rotation einer bildge-
benden Einrichtungin der Priifvorrichtung umihre Langs-
achse kann insbesondere bei nicht-axialer Blickrichtung
der bildgebenden Einrichtung vorteilhaft sein, um sicher-
zustellen, dass die bildgebende Einrichtung auf die Re-
ferenzoberflache oder gegebenenfalls auf ein bestimm-
tes Merkmal, beispielsweise eine Marke, an der Refe-
renzoberflache gerichtet ist.

[0023] Eine Prifvorrichtung, wie sie hier beschrieben
ist, kann so ausgebildet sein, dass die Positionierungs-
einrichtung ohne Verwendung von Werkzeug von dem
Gehéause der Prifvorrichtung getrennt und mit diesem
wieder verbunden werden kann. Dazu ist insbesondere
am Gehause der Priifvorrichtung eine Kugel-Rastein-
richtung vorgesehen, die in eine Ausnehmung oder Hin-
terschneidung an der Positionierungseinrichtung ein-
greifen kann, um die Positionierungseinrichtung an dem
Gehause der Prifvorrichtung zu halten. Dies ermdglicht
nicht nur eine unaufwendige und schnelle Zerlegung der
Prufvorrichtung zur Reinigung und Sterilisierung, son-
dern auch einen schnellen Austausch der Positionie-
rungseinrichtung zur Anpassung der Prufvorrichtung an
unterschiedliche bildgebende Einrichtungen.

[0024] Eine Prifvorrichtung, wie sie hier beschrieben
ist, insbesondere eine Prifvorrichtung bei der die Posi-
tionierungseinrichtung ohne Verwendung von Werkzeug
von dem Gehdause getrennt werden kann, kann am Ge-
hause und an der Positionierungseinrichtung Einrichtun-
gen zum formschlissigen Unterbinden einer Rotation
der Positionierungseinrichtung um ihre Langsachse re-
lativ zu dem Gehause umfassen. Solche Einrichtungen
umfassen beispielsweise einen Stift oder eine andere
konvexe Einrichtung am Gehause, der oder die in eine
Langsnut oder eine andere konkave Einrichtung an der
Positionierungseinrichtung eingreift. Dies unterstitzt ei-
ne definierte Ausrichtung des distalen Endes der bildge-
benden Einrichtung relativ zur Referenzoberflache. Die
definierte Ausrichtung des distalen Endes der bildgeben-
den Einrichtung relativ zur Referenzoberflache kann un-
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ter anderem vorteilhaft sein im Fall einer nicht-kugelfér-
migen Referenzoberflache und im Fall von Marken oder
anderen Merkmalen an der Referenzoberflache, auf wel-
che die bildgebende Einrichtung zu richten ist.

[0025] Eine Prifvorrichtung, wie sie hier beschrieben
ist, insbesondere eine Prifvorrichtung, bei der die Posi-
tionierungseinrichtung ohne Verwendung von Werkzeug
von dem Gehdause getrennt und wieder mit ihm verbun-
den werden kann, kann eine Rasteinrichtung, insbeson-
dere eine Kugel-Rasteinrichtung, umfassen, die dazu
ausgebildet ist, die Positionierungseinrichtung I6sbar an
der Offnung bzw. am Gehause der Priifvorrichtung zu
befestigen.

[0026] Die Positionierungseinrichtung einer Priifvor-
richtung, wie sie hier beschrieben ist, kann an ihrem vom
Hohlraum abgewandten Ende eine Halteeinrichtung, ins-
besondere eine Kugelraste, zum rastenden Halten des
proximalen Endes einer in die Priifvorrichtung eingesetz-
ten bildgebenden Einrichtung umfassen. Diese Halteein-
richtung ist beispielsweise eine Kugel-Rasteinrichtung,
die in eine Ausnehmung oder Hinterschneidung am pro-
ximalen Ende einer bildgebenden Einrichtung eingreifen
kann. Einige bildgebende Einrichtungen, insbesondere
Endoskope, weisen von Haus aus eine derartige Aus-
nehmung bzw. Hinterschneidung fir andere Zwecke auf.
Insbesondere bei einem Endoskop mit einem Schaft mit
einer definierten oder standardisierten Lédnge kann eine
Festlegung der Position des proximalen Endes der bild-
gebenden Einrichtung zwangslaufig eine vorbestimmte
Position des distalen Endes der bildgebenden Einrich-
tung zur Folge haben. Dabei muss die bildgebende Ein-
richtung an ihrem distalen Ende keine Merkmale aufwei-
sen, die ein formschllssiges Halten der bildgebenden
Einrichtung ermdglichen, sondern kann beispielsweise
eine einfache kreiszylindrische Form aufweisen.

[0027] Die Referenzoberflache ist insbesondere so
ausgebildet, dass fiir eine oder mehrere verschiedene
Blickrichtungen einer in die Priifvorrichtung eingesetzten
bildgebenden Einrichtung die Tangentialflache an die
Referenzoberflache im Schnittpunktder Blickrichtung mit
der Referenzoberflache jeweils senkrecht zur Blickrich-
tung steht. Ferner kann die Referenzoberflache so aus-
gebildet sein, dass fiir mehrere verschiedene Blickrich-
tungen der Abstand zwischen der vorbestimmten Posi-
tion des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung
und dem jeweiligen Schnittpunkt der Blickrichtung mit
der Referenzoberflache gleich ist. Die Blickrichtung ist
die Richtung vom distalen Ende der bildgebenden Ein-
richtung aus, in der ein Gegenstand liegt, der in der Mitte
eines durch die bildgebenden Einrichtung erzeugten
Bilds liegt.

[0028] Die Referenzoberflache kann einen Ausschnitt
aus einer Kugeloberflache bilden, wobei die fir das dis-
tale Ende der bildgebenden Einrichtung vorgesehene
Position am Mittelpunkt der Kugeloberflache liegt. Mit
dem distalen Ende der bildgebenden Einrichtung ist in
diesem Zusammenhang insbesondere der objektseitige
Hauptpunkt bzw. der Schnittpunkt der optischen Achse
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mit der objektseitigen Hauptebene der bildgebenden Ein-
richtung gemeint. Bei einer kugelflachenférmigen Aus-
bildung der Referenzoberflache kann hingenommen
werden, dass eine in die Prifvorrichtung eingesetzte bild-
gebende Einrichtung um ihre Léangsachse frei rotierbar
ist. Insbesondere muss in diesem Fall die Positionie-
rungseinrichtung nicht dazu ausgebildet sein, eine Ro-
tation der bildgebenden Einrichtung zu unterbinden.
[0029] Alternativ kann die Referenzoberflache einen
Ausschnitt aus einer Kreiszylinderflache bilden, wobei
die flr das distale Ende der bildgebenden Einrichtung
vorgesehene Position an der Symmetrieachse der Kreis-
zylinderflache liegt. Die Krimmung bzw. der Radius der
Referenzoberflache kann an die Objektfeldkrimmung
der bildgebenden Einrichtung angepasst sein, die wie-
derum typischerweise an die vorgesehene Anwendung
des optischen Untersuchungssystems angepasst ist.
Der Radius der Kugeloberflache bzw. der Kreiszylinder-
flache betragt deshalb fur viele Anwendungen héchstens
100 mm und liegt insbesondere im Bereich zwischen 10
mm und 50 mm oder auch im Bereich von 5 mm oder
darunter, bis hin zur Kontaktendoskopie. Kugeloberfla-
chenund Kreiszylinderflichen kdnnen mit vergleichswei-
se geringem Aufwand erzeugt werden und ermdglichen
einen definierten Abstand der Referenzoberflaiche vom
distalen Ende der bildgebenden Einrichtung auch bei
Verwendung der Priifvorrichtung fiir bildgebende Ein-
richtungen mit unterschiedlichen Blickrichtungen.
[0030] Wenn die Referenzoberflache einen Ausschnitt
aus einer Kugeloberflache bildet, kann die Referenzo-
berfliche so ausgebildet sein, dass zwei gegenuberlie-
gende Orte am Rand der Referenzoberflache auf einer
Geraden liegen, die einen Winkel zwischen 40 und 80
Grad zur Langsachse einer von der Positionierungsein-
richtung gehaltenen bildgebenden Einrichtung bildet.
Insbesondere liegt der Winkel im Bereich von 50 Grad
bis 70 Grad. Wenn die Referenzoberflache einen Aus-
schnitt aus einer Kugeloberflache bildet, insbesondere
halbkugelférmig ist, kann der Rand der Referenzoberfla-
che in einer Ebene liegen, deren Normale einen Winkel
im Bereich von 10 Grad bis 50 Grad zur Langsachse
einer von der Positionierungseinrichtung gehaltenen
bildgebenden Einrichtung bildet. Der Winkel zwischen
der Normalen der Ebene und der Léangsachse der Posi-
tionierungseinrichtung liegtinsbesondere im Bereich von
20 Grad bis 40 Grad, beispielsweise bei 30 Grad. Wenn
die Referenzoberflache einen Ausschnitt aus einer Kreis-
zylinderflache bildet, bildet eine Gerade durch zwei ge-
genuberliegende Orte am Rand der Referenzoberflache
oder eine Ebene, die zwei gegenlberliegende gerade
Abschnitte des Rands der Referenzoberflache enthalt,
einen Winkel zwischen 40 Grad und 80 Grad mit der
Langsachse einer von der Positionierungseinrichtung
gehaltenen bildgebenden Einrichtung. Der Winkel liegt
insbesondere im Bereich von 50 Grad bis 70 Grad, bei-
spielsweise bei 60 Grad.

[0031] Eine Prufvorrichtung mit einer so ausgestalte-
ten Referenzoberflache ist zum Priifen von optischen Un-
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tersuchungssystemen mit bildgebenden Einrichtungen
mitunterschiedlichen Blickrichtungen geeignet. Die Prif-
vorrichtung kann somit beispielsweise fiir die meisten
Endoskope mit einer grof3en Vielzahl von verschiedenen
Blickrichtungen verwendet werden, ohne dass die Refe-
renzoberflache ausgetauscht werden misste.

[0032] Eine Prifvorrichtung, wie sie hier beschrieben
ist, ist insbesondere zumindest teilweise zerlegbar und
vollstandig sterilisierbar. Insbesondere sind auch die Re-
ferenzoberflache und die Positionierungseinrichtung un-
eingeschrankt sterilisierbar. Eine bildgebende Einrich-
tung kann deshalb noch mittels der Prufvorrichtung ge-
pruft werden, unmittelbar bevor die bildgebende Einrich-
tung medizinisch verwendet wird und ohne sie nach der
Prifung nochmals sterilisieren zu miissen.

[0033] Die Referenzoberflache einer Prifvorrichtung,
wie sie hier beschrieben ist, ist weil® oder weist einen flr
einen Weillabgleich ausreichend groRen weilRen Bereich
auf. Dies bedeutet insbesondere, dass der Remissions-
grad der Referenzoberflache oder ihres weillen Bereichs
im fUr das menschliche Auge sichtbaren Wellenlangebe-
reich - hochstens von kleinen Wellenldngenbereichen
abgesehen - hoch ist, beispielsweise mindestens 80 %
betragt. Insbesondere ist die Referenzoberflache eine
Oberflache eines Korpers aus geflilltem Polytetrafluore-
thylen oder Silikon. Die Referenzoberflache ist damit
auch zur Durchfiihrung eines WeiRabgleichs geeignet.
Polytetrafluorethylen wird u. a. unter der Bezeichnung
Teflon von DuPont vertrieben, weist stabile bzw. zeitlich
unveranderliche optische Eigenschaften auf und kann
ohne Weiteres autoklaviert werden.

[0034] Alternativ ist die Referenzoberflache grau oder
farbig und/oder weist einen oder mehrere graue oder far-
bige Bereiche auf. Der Remissionsgrad und/oder die Far-
be und/oder Fluoreszenzeigenschaften der Referenzo-
berflache oder von Teilen derselben kénnen an typische
oder durchschnittliche Remissionsgrade oder Farbtone
bzw. Farbwerte oder Fluoreszenzeigenschaftenrelevan-
ter zu untersuchender Objekte angepasst sein. Insbe-
sondere kdnnen die optischen Eigenschaften der Refe-
renzoberflache oder eines oder mehrerer Bereiche der-
selben den mittleren optischen Eigenschaften von biolo-
gischem Gewebe nachgebildet sein. Ferner kénnen die
optischen Eigenschaften der Referenzoberflache struk-
turiert sein, um beispielsweise Blutgefalle oder andere
Strukturen von biologischem Gewebe nachzubilden.
[0035] Bei einem Verfahren zum Prifen eines opti-
schen Untersuchungssystems mit einer bildgebenden
Einrichtung und einer Lichtquelle zur optischen Untersu-
chung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder Flu-
oreszenzlicht wird das distale Ende der bildgebenden
Einrichtung durch eine Offnung in einen Hohlraum in ei-
nem Gehause einer Prifvorrichtung eingefiihrt. Das dis-
tale Ende der bildgebenden Einrichtung wird beim Ein-
fihren oder danach an einer vorbestimmten Position re-
lativ zu einer Referenzoberflache mit vorbestimmten op-
tischen Eigenschaftenin dem Hohlraum angeordnet. Die
Referenzoberflache wird mittels der bildgebenden Ein-
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richtung mit Beleuchtungslicht mit einem vorbestimmten
Beleuchtungsspektrum beleuchtet. Das durch die Refe-
renzoberflache remittierte Licht wird mittels der bildge-
benden Einrichtung erfasst. Die Funktionsfahigkeit oder
eine andere Eigenschaft des optischen Untersuchungs-
systems wird anhand des erfassten remittierten Lichts
bestimmt.

[0036] Das Prifverfahren wird insbesondere mit einer
der hier beschriebenen Prufvorrichtungen durchgefiihrt.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0037] Nachfolgend werden Ausflihrungsformen an-
hand der beigefligten Figuren naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines opti-
schen Untersuchungssystems;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Endo-
skops mit einer Prifvorrichtung;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer Prif-
vorrichtung;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer Prif-
vorrichtung mit einem Endoskop;

Figur 5 eine schematische Darstellung einer Prif-
vorrichtung;

Figur 6 eine weitere schematische Darstellung der
Prifvorrichtung aus Figur 5;

Figur 7 eine schematische Darstellung mehrerer
Spektren;

Figur 8 eine schematische Darstellung von Produk-
ten von Transmissionsspektren;

Figur 9 eine schematische Darstellung von Weilab-
gleich-Parametern;

Figur 10 eine schematische Darstellung weiterer
Weilabgleich-Parameter;

Figur 11 ein schematisches Flussdiagramm.

Beschreibung der Ausflihrungsformen

[0038] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes optischen Untersuchungssystems. Das optische Un-
tersuchungssystem ist in diesem Beispiel ein Endosko-
piesystem, das beispielsweise bei medizinisch-diagnos-
tischen Verfahren in der Urologie und in anderen Fach-
gebieten einsetzbar ist. Das Endoskopiesystem umfasst
ein Endoskop 10 mit einem proximalen Ende 11 und ei-
nem distalen Ende 12. Das Endoskop 10 umfasst einen
Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang und einen
Beobachtungs-Strahlengang, die in Figur 1 nicht im De-
tail dargestellt sind. Der Beleuchtungs-Strahlengang um-
fasstinsbesondere einen oder mehrere Lichtwellenleiter
zum Ubertragen von Beleuchtungs- bzw. Anregungslicht
vom proximalen Ende 11 zum distalen Ende 12 und einen
Lichtaustritt am distalen Ende 12, durch den Beleuch-
tungslicht aus dem distalen Ende 12 des Endoskops 10
austreten kann, um ein zu betrachtendes Objekt zu be-
leuchten. Der Beobachtungs-Strahlengang umfasst ei-
nen Lichteintritt am distalen Ende 12 des Endoskops 10,
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eine Optik zum Ubertragen von Beobachtungslicht, das
von einem betrachteten Objekt ausgeht, vom distalen
Ende 12 zum proximalen Ende 11, ein Beobachtungsfil-
ter 13 und ein Okular 14. Zum Ubertragen des Beobach-
tungslichts vom distalen Ende 12 zum proximalen Ende
11 des Endoskops 10 ist beispielsweise eine Stablinsen-
optik oder ein geordnetes Biindel von Lichtwellenleitern
in einem Schaft 17 des Endoskops 10 vorgesehen. Das
Endoskop 10 weist ferner am proximalen Ende 11 eine
Kupplung 15 zum mechanischen und optischen Koppeln
eines Lichtleitkabels 19 mitdem beschriebenen Beleuch-
tungs-Strahlengang im Endoskop 10 auf.

[0039] Das Endoskop 10 ist tiber das Lichtleitkabel 19
mit einer Lichtquellenvorrichtung 20 gekoppelt. Die Licht-
quellenvorrichtung 20 umfasst eine Lichtquelle 22, bei-
spielsweise eine Halogen-Glihlampe, eine Hochdruck-
Gasentladungslampe, eine Leuchtdiode oder einen La-
ser. Ferner umfasst die Lichtquellenvorrichtung 20 eine
erste Sammellinse 23, ein Beleuchtungsfilter 24 und eine
zweite Sammellinse 25. Die Lichtquelle 22 ist Uber die
erste Sammellinse 23, das Beleuchtungsfilter 24, die
zweite Sammellinse 25 und eine Kupplung 26 mit dem
Lichtleitkabel 19 gekoppelt.

[0040] Eine Kamera 31 ist iber das Okular 14 mit dem
Endoskop 10 und dessen Beobachtungs-Strahlengang
mechanisch bzw. optisch gekoppelt. Die Kamera 31 um-
fasst einen lichtempfindlichen Bildsensor, beispielswei-
se einen CCD- oder CMOS-Sensor, zum Wandeln von
auf den Bildsensor fallendem Licht in analoge oder digi-
tale elektrische Signale. Die Kamera 31 ist Gber ein Si-
gnalkabel 33 zur Ubertragung analoger oder digitaler
elektrischer oder optischer Signale mit einer Kameras-
teuerung 35 gekoppelt, die auch als CCU = camera con-
trol unit bezeichnet wird.

[0041] Die Lichtquellenvorrichtung 20, die Kameras-
teuerung 35 und ein Bildschirm 37 sind Gber einen Kom-
munikationsbus 39 oder mehrere separate Signalleitun-
gen miteinander gekoppelt. Uber den Kommunikations-
bus 39 kdnnen weitere, in Figur 1 nicht dargestellte Vor-
richtungen innerhalb oder auRerhalb des Behandlungs-
raums, in dem das Endoskopiesystem angeordnet ist,
mit der Lichtquellenvorrichtung 20, der Kamerasteue-
rung 35 und dem Bildschirm 37 gekoppelt sein, beispiels-
weise eine Datenbank, eine Tastatur, eine Computer-
maus und andere Benutzerschnittstellen.

[0042] In Figur 1 ist ferner eine Prifvorrichtung 40 mit
einem lichtdichten Gehause 41, einem Hohlraum 42 in
dem lichtdichten Gehause 41 und einer Offnung 43 zum
Hohlraum 42 dargestellt. Das distale Ende 12 des Endo-
skops 10 ist durch die Offnung 43 in den Hohlraum 42
der Priifvorrichtung 40 eingefiihrt. Eine in der Offnung
43 angeordnete Positionierungseinrichtung 50 halt form-
und/oder kraftschliissig den Schaft 17 des Endoskops
10 so, dass das distale Ende 12 des Endoskops 10 an
einervorbestimmten Position undin einer vorbestimmten
Richtung im Hohlraum 42 angeordnet ist. Ferner verhin-
dert die Positionierungseinrichtung 50, zumindest wenn
der Schaft 17 des Endoskops 10 in der Positionierungs-
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einrichtung 50 angeordnet ist, weitgehend das Eindrin-
gen von Licht aus der Umgebung durch die Offnung 43
in den Hohlraum 42 im Gehéause 41.

[0043] Im Hohlraum 42 der Prifvorrichtung 40 ist fer-
ner ein Referenzkorper 70 mit einer Referenzoberflache
72 angeordnet. Die Referenzoberflache 72 weist vorbe-
stimmte optische Eigenschaften und die raumliche Ge-
stalt eines Ausschnitts aus einer Kugeloberflache oder
aus einem Kreiszylindermantel auf. Die fur das distale
Ende 12 des Endoskops 10 vorgesehene Position liegt
insbesondere am Mittelpunkt dieser Kugeloberflache
bzw. an der Symmetrieachse des Kreiszylindermantels.
Insbesondere liegt der objektseitige Hauptpunktbzw. der
Schnittpunkt der optischen Achse mit der objektseitigen
Hauptebene der bildgebenden Einrichtung 10 am Mittel-
punkt der Kugeloberflache bzw. an der Symmetrieachse
des Kreiszylindermantels.

[0044] Die Referenzoberflache 72 weist zeitlich unver-
anderliche bzw. stabile vorbestimmte optische Eigen-
schaften auf. Die Referenzoberflache 72 kann weil} sein
bzw. einen Remissionsgrad aufweisen, der im fir das
menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich im We-
sentlichen wellenlangenunabhangig ist. Die Referenzo-
berfliche 72 kann alternativ farbig sein bzw. einen im fir
das menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich wel-
lenlangenabhangigen Remissionsgrad aufweisen. Alter-
nativ oder zusatzlich kann die Referenzoberflache 72 flu-
oreszierend sein. Dabei liegen die zur Anregung der Flu-
oreszenz erforderlichen Wellenlangen beispielsweise im
ultravioletten oder, fir medizinische Anwendungen be-
vorzugt, im blauen Spektralbereich und das emittierte
Fluoreszenzlicht im griinen, roten oder infraroten Spek-
tralbereich. Die optischen Eigenschaften kénnen uber
die gesamte Referenzoberfliche 72 homogen bzw.
ortsunabhédngig sein.

[0045] Alternativ weist die Referenzoberflache mehre-
re Bereiche mit verschiedenen optischen Eigenschaften
auf. Bei dem in Figur 1 dargestellten Beispiel ist die Re-
ferenzoberflache 72 Uberwiegend weil’ mit einem Indi-
katorbereich 75 und einem Referenzbereich 76, die je-
weils vom Rest der Referenzoberflache 72 verschiedene
optische Eigenschaften aufweisen. Der Indikatorbereich
75 und der Referenzbereich 76 kbnnen mit scharfen Ran-
dern oder aufgrund ihrer Anordnung oder Gestalt eine
Fokussierung oder eine Einstellung der Brennweite bzw.
der GréRe des Sichtfelds der bildgebenden Einrichtung
vereinfachen oder ermdglichen. Darlber hinaus kénnen
die optischen Eigenschaften des Indikatorbereichs 75
und des Referenzbereichs 76 eine Bestimmung des
Transmissionsspektrums des Beleuchtungsfilters 24
und des Transmissionsspektrums des Beobachtungsfil-
ters 13 vereinfachen.

[0046] Der Referenzkdrper 70 besteht, von dem Indi-
katorbereich und dem Referenzbereich 75 an der Refe-
renzoberflache 72 abgesehen, insbesondere aus Poly-
tetrafluorethylen PTFE, das beispielsweise unter dem
Markennamen Teflon von DuPont vertrieben wird, oder
aus Silikon. Sowoh| PTFE als auch Silikon kann mit wei-
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Ren oder farbigen Pigmenten oder Farbstoffen gefiillt
sein.

[0047] Figur 2 zeigt eine schematische axonometri-
sche Darstellung eines Endoskops 10 und einer Prifvor-
richtung 40, die dem Endoskop und der Prifvorrichtung
ahnlich sind, die oben anhand der Figur 1 dargestellt wur-
den.Im Unterschied zur Figur 1 sind keine separate Licht-
quelle, Kamera oder andere Vorrichtungen gezeigt. Die
Positionierungseinrichtung 50 erstreckt sich bei dem in
Figur 2 gezeigten Beispiel bis zum proximalen Ende 11
des Endoskops 10 und nimmt den gesamten Schaft des
Endoskops 10 auf. Die exakte Positionierung des dista-
len Endes des Endoskops 10 in der Prifvorrichtung 40
wird bei diesem Beispiel durch Formschluss zwischen
der Positionierungseinrichtung 50 und dem distalen En-
de 11 des Endoskops 10 erreicht, insbesondere mittels
eines mechanischen Anschlags und/oder einer Rastver-
bindung.

[0048] Figur 3 zeigt eine schematische Ansicht der in
Figur 2 gezeigten Prifvorrichtung 40 aus der Richtung,
aus der ein Endoskop 10 in die Priifvorrichtung 40 ein-
gefihrt werden kann. Diese Richtung ist parallel zur
Langsachse des Schafts 17 des Endoskops 10. Erkenn-
bar ist die kreisférmige Kontur bzw. abschnittsweise
kreiszylindrische auRere Form des Gehauses 41. Um
einen sicheren Stand der Prifvorrichtung 40 zu ermég-
lichen, ist in das Gehduse 41 integriert oder mit diesem
dauerhaft mechanisch verbunden ein Standful} 44. An-
ordnung und Funktion eines Anschlags 56 fir ein Endo-
skop 10 und einer Kugel-Rasteinrichtung 57 sind in Figur
4 besser erkennbar.

[0049] Figur 4 zeigt eine weitere schematische Dar-
stellung der in Figur 2 axonometrisch dargestellten Kon-
figuration aus der Prifvorrichtung 40 und dem Endoskop
10. Figur 4 zeigt eine Ansicht aus einer Richtung senk-
recht zur Ladngsachse des Schafts des Endoskops 10.
Die Prifvorrichtung 40 ist in einem Langsschnitt darge-
stellt, wobei die Schnittebene die Langsachse des
Schafts des Endoskops 10 enthalt.

[0050] Deutlich erkennbarin Figur 4 sind das Gehause
41, der Hohlraum 42 im Gehause 41, die Offnung 43 zum
Hohlraum 42, der Standful? 44, ein Stift 45, eine Kugel-
Rasteinrichtung 46 am auReren Ende der Offnung 43,
eine Nut 48 und ein Schraubverschluss 49 an der von
der Offnung 43 abgewandten Seite des Gehauses 41.
Ferner ist der Referenzkorper 70 mit der Referenzober-
flache 72 und einem Stift 74 erkennbar. Der Schraubver-
schluss 49 schlieRft den Hohlraum 42 ab. Wenn der
Schraubverschluss 49 geoffnet ist, kann der Referenz-
koérper 70 aus dem Hohlraum 42 enthommen werden.
Der Hohlraum 42 und der Referenzkdorper 70 sind dann
mit all ihren Oberflachen in idealer Weise fiir eine Reini-
gung und Sterilisierung zuganglich. Beim Einsetzen des
Referenzkérpers 70 in den Hohlraum 42 greift der Stift
74 in die Nut 48 ein, so dass der Referenzkdrper 70 eine
vorbestimmte Lage einnimmt und nicht im Hohlraum 42
rotieren kann.

[0051] In Figur 4 ist ferner erkennbar, dass ein Ende
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52 der Positionierungseinrichtung 50 durch die Offnung
43 bis in den Hohlraum 42 der Prifvorrichtung 40 reicht.
Die Positionierungseinrichtung 50 ist im Wesentlichen
genauso lang wie der Schaft 17 des Endoskops 10. Die
Positionierungseinrichtung 50 fiihrt und halt somit den
Schaft 17 des Endoskops Uber seine gesamte Lange. In
der vorgesehenen Position des Endoskops 10 liegt ein
Abschnitt der &uReren Oberflache des Endoskops 10 na-
he des proximalen Endes 11 an einem Anschlag 56 an
der Positionierungseinrichtung 50 an. Gleichzeitig greift
eine in Figur 4 nicht sichtbare federbelastete Kugel der
Kugel-Rasteinrichtung 57 in eine Ausnehmung am En-
doskop 10 nahe dessen proximalen Ende 11 ein. Damit
ist die Position des Endoskops 10 relativ zur Positionie-
rungseinrichtung 50 festgelegt. Abhdngig von der Form
der Ausnehmung im Endoskop 10, in die die Kugel-Ra-
steinrichtung 57 am vom Hohlraum 42 der Prufvorrich-
tung 40 abgewandten Ende 51 der Positionierungsein-
richtung 50 eingreift, kann diese rastende Verbindung
gleichzeitig eine Rotation des Endoskops um die Langs-
achse des Schafts 17 unterbinden.

[0052] Das dem Hohlraum 42 der Prifvorrichtung 40
zugewandte Ende 52 der Positionierungseinrichtung 50
istim Wesentlichen kreiszylinderférmig und weist gegen-
{iber der entsprechend geformten Offnung 43 im Gehau-
se 41 der Prufvorrichtung 40 ein geringes Spiel auf. Eine
Langsachse 58 der Positionierungseinrichtung 50 ist,
wenn ein Endoskop 10 in die Positionierungseinrichtung
50 eingesetzt ist, parallel zu oder identisch mit einer
Langsachse des Endoskops 10. Ein Kragen 54 an der
Positionierungseinrichtung 50 liegt bei der vorgesehe-
nen Position der Positionierungseinrichtung 50 an einer
dafiir vorgesehenen Flache am Gehause 41 der Priifvor-
richtung 40 an und wird dort durch eine Kugel-Rastein-
richtung 46 gehalten. Dabei greift der in das Gehause 41
eingesetzte Stift 45 in einen Schlitz bzw. eine Nut 53 in
der Positionierungseinrichtung 50 ein.

[0053] Somitstellen u. a. der Stift 74 am Referenzkor-
per 70 und die Nut 48 im Gehause 41, der Stift 45 am
Gehéause 41 und die Nut 53 in der Positionierungsein-
richtung 50, der Kragen 54 an der Positionierungsein-
richtung 50 und die Kugel-Rasteinrichtung 46 am Ge-
haduse 41 sowie der Anschlag 56 und die Kugel-Rastein-
richtung 57 in Zusammenwirkung miteiner in Figur 4 nicht
dargestellten Ausnehmung im Endoskop 10 sicher, dass
das distale Ende 12 des Endoskops 10 in einer vorbe-
stimmten Position und Richtung relativ zu der Referen-
zoberflache 72 in der Prifvorrichtung 40 angeordnet ist.
[0054] Die Figuren 5 und 6 zeigen schematische Dar-
stellungen einer weiteren Prifvorrichtung 40 in zwei ver-
schiedenen Schnitten. Die in Figur 5 dargestellte Schnit-
tebene entspricht der Schnittebene in Figur 4 rechts. Die
in Figur 6 dargestellte Schnittebene A-A ist in Figur 5
eingezeichnet und steht senkrecht zur Schnittebene der
Figur 5.

[0055] Dieinden Figuren 5 und 6 dargestellte Priifvor-
richtung 40 unterscheidet sich von der oben dargestellten
Prufvorrichtung dadurch, dass eine andere Positionie-
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rungseinrichtung 60 in die Offnung 43 im Gehause 41
eingesetzt ist. Das Gehause 41, der Hohlraum 42, die
(")ffnung 43, der Standful} 44, der Stift 45, die Kugel-Ra-
steinrichtung 46, die Nut 48, der Schraubverschluss 49
und der Referenzkérper 70 entsprechen denen der oben
anhand der Figuren 2 bis 4 dargestellten Prifvorrichtung.
[0056] Die in den Figur 5 und 6 gezeigte Positionie-
rungseinrichtung 60 ist wesentlich kirzer als die oben
anhand der Figuren 2 und 4 dargestellte Positionierungs-
einrichtung 50. Das vom Hohlraum 42 im Gehé&use 41
abgewandte Ende 61 der Positionierungseinrichtung 60
ragt aus der Offnung 43 nur wenig hervor. An demin den
Hohlraum 42 ragenden Ende 62 der im Wesentlichen
rohrférmigen Positionierungseinrichtung 60 ist ein me-
chanischer Anschlag 66 in Form eines das Lumen der
Positionierungseinrichtung 60 reduzierenden Kragens
angeordnet. Die Positionierungseinrichtung 60 wird &hn-
lich wie die oben dargestellte Positionierungseinrichtung
50 durch Wechselwirkung eines Kragens 64 mit der Ku-
gel-Rasteinrichtung 46 am Gehduse 41 der Priifeinrich-
tung 40 gehalten. Der Stift 45 am Gehause 41 greift in
eine Nut 63 in der Positionierungseinrichtung 60 ein. Eine
Langsachse 68 der Positionierungseinrichtung 60 ist,
wenn ein Endoskop 10 in die Positionierungseinrichtung
60 eingesetzt ist, parallel zu oder identisch mit einer
Langsachse des Endoskops 10.

[0057] Die in den Figuren 5 und 6 gezeigte Positionie-
rungseinrichtung 60 ist fiir die Positionierung eines dis-
talen Endes eines flexiblen Endoskops gegentber der
Referenzoberflache 72 ausgebildet. In der Zusammen-
schau der Figuren 4 bis 6 ist erkennbar, dass die Positi-
onierungseinrichtungen 50, 60 an der Priifvorrichtung 40
gegeneinander ausgetauscht werden kénnen. Dazu ist
kein Werkzeug erforderlich, die Positionierungseinrich-
tungen 50, 60 mussen lediglich gegen die Rastkraft der
Kugel-Rasteinrichtung 46 in das Gehause 41 der Prif-
vorrichtung 40 geschoben oder aus diesem gezogen
werden. Neben Positionierungseinrichtungen fiir starre
Endoskope mit einer bestimmten Schaftldange und einem
bestimmten Schaftdurchmesser und fir flexible Endos-
kope mit einem bestimmten Schaftdurchmesser kénnen
weitere Positionierungseinrichtungen fiir andere Schaft-
durchmesser oder andere Schaftlangen in die Offnung
43 des Gehauses 41 eingesetzt werden.

[0058] Ein weiterer Aspektdereinfachen Entnehmbar-
keitund Einsetzbarkeit der Positionierungseinrichtungen
50, 60 ist, dass die Prifvorrichtung 40 einfach zerlegt
und alle Bestandteile einschlieRlich der Positionierungs-
einrichtung 50, 60 leicht gereinigt und - beispielsweise
durch Autoklavieren - sterilisiert werden kénnen. Dazu
tragt auch bei, dass nach Abnehmen des Schraubver-
schlusses 49 der Referenzkdrper 70 aus dem Hohlraum
42 entnommen werden kann. Zum Zerlegen und zum
Zusammensetzen der Prifvorrichtung 40 ist kein Werk-
zeug erforderlich.

[0059] Ein besonderer Aspekt der in den Figuren 4 bis
6 gezeigten Prifvorrichtung 40 ist, dass die Referenzo-
berflache 72 einen Ausschnitt aus einer Kugeloberflache
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bildet. Die Positionierungseinrichtungen 50, 60 sind so
ausgebildet, dass das distale Ende 12 eines in die Posi-
tionierungseinrichtung 50; 60 eingesetzten Endoskops
10 am Mittelpunkt der Kugeloberflache angeordnet ist
und damit von allen Punkten der Referenzoberflache 72
den gleichen Abstand hat. Einige Endoskope weisen ein
gekrimmtes Objektfeld auf, d.h. die Menge der Orte, die
gleichzeitig scharf (beispielsweise auf einen Bildsensor
einer Kamera 31) abgebildet werden, bildet eine ge-
kriimmte Flache. Die Krimmung dieser Flache ist insbe-
sondere an die typische Kriimmung einer Oberflache ei-
nes Objekts, fiir deren Betrachtung das Endoskop vor-
gesehen ist, angepasst. Die Krimmung der Referenzo-
berflache 72 und ihr Radius bzw. Abstand vom distalen
Ende 12 des Endoskops 10 kénnen an die Objektfeld-
krimmung des Endoskops 10 angepasst sein, fur das
die Priifvorrichtung 40 vorgesehen ist. Dies vereinfacht
die Fokussierung des in die Prifvorrichtung 40 einge-
setzten Endoskops.

[0060] Ferner ist durch die kugelflachenférmige Ge-
stalt der Referenzoberflache 72 und die vorgesehene Po-
sition des distalen Endes 12 des Endoskops am Mittel-
punkt der Kugeloberflache der Abstand des Punkts auf
der Referenzoberflache 72, der in der Mitte des vom En-
doskop 10 erzeugten Bilds liegt, vom distalen Ende 12
des Endoskops 10 unabhangig von der Blickrichtung des
Endoskops. Die Priifvorrichtung 40 kann somit fir Endo-
skope mit unterschiedlichen Blickrichtungen verwendet
werden.

[0061] IndenFiguren 4 bis 6 istferner erkennbar, dass
der Rand (in den Figur 4 und 5 insbesondere die in der
Projektion auf die dargestellte Schnittebene gerade Linie
zwischen den Punkten 77, 78) der Referenzoberflache
72 nicht in einer Ebene senkrecht zur Langsachse 58,
68 der Positionierungseinrichtung 50; 60 liegt. Stattdes-
sen liegt der Rand der Referenzoberflache 72 in einer
Ebene, deren Normale einen Winkel von ca. 30 Grad zur
Langsachse 58, 68 der Positionierungseinrichtung 50;
60 bildet. Dies vergrofiert das Spektrum der moéglichen
Blickrichtungen von Endoskopen, fur die die Prifvorrich-
tung 40 verwendbar ist. Beispielsweise ist bei diesem
Winkel die Prifvorrichtung auch fir ein Endoskop ver-
wendbar, dessen Blickrichtung einen Winkel von 90 Grad
zu seiner Langsachse bildet, und dessen Sichtfeld 60
Grad breit ist. Durch noch gréRRere Winkel zwischen der
Normale der Ebene, in der der Rand der Referenzober-
flache 72 liegt, und der Langsachse 58, 68 der Positio-
nierungseinrichtung 50, 60 kann das Spektrum der még-
lichen Blickrichtungen der zu priifenden Endoskope wei-
ter vergroRert werden. Gleichzeitig ist die halbkugelfor-
mige Referenzoberflache 72 leicht herstellbar, beispiels-
weise durch Giel3en oder mittels spanabhebender Ver-
fahren, ohne dass Hinterschneidungen geschaffen wer-
den mussten.

[0062] Wichtig fir die genannten Vorteile der gekipp-
ten Anordnung der Referenzoberflache 72 ist vor allem,
dass die Gerade durch gegeniiberliegende Punkte bzw.
Orte 77, 78 am Rand der Referenzoberflache 72 gegen-
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Uber der Langsachse 58, 68 der Positionierungseinrich-
tung 50, 60 gekippt ist. Die Gestalt des Rands der Refe-
renzoberflache 72 zwischen diesen beiden Punkten 77,
78 kann von einem ebenen Kreisring abweichen, ohne
die genannten Vorteile zu schmélern. In Verallgemeine-
rung dieser Uberlegung kann die Referenzoberflache 72
statt der Gestalt eines Ausschnitts einer Kugeloberflache
die Gestalt eines Ausschnitts einer Kreiszylinderoberfla-
che aufweisen. In diesem Fall liegt die Zylinderachse der
Kreiszylinderflache insbesondere senkrecht zu den Zei-
chenebenen der Figuren 4 und 5. Die Gerade zwischen
den Punkten 77, 78 stellt dann nicht mehr den Rand der
Referenzoberflache 72, sondern eine Verbindungsgera-
de der Punkte 77, 78 dar, die zur Langsachse 58, 68 der
Positionierungseinrichtung 50, 60 einen Winkel von bei-
spielsweise 60 Grad bildet.

[0063] Nachfolgend werden anhand der Figuren 7 bis
10 Verfahren zum Prifen eines optischen Untersu-
chungssystems beschrieben, die mittels der oben dar-
gestellten Prifvorrichtung 40 ausgefiihrt werden kénnen.
Zunachst werden anhand der Figuren 7 und 8 Spektren
und anhand der Figuren 9 und 10 Weif3abgleich-Para-
meter dargestellt, auf Grundlage derer eine Funktions-
fahigkeit oder eine andere Eigenschaft des optischen Un-
tersuchungssystems bestimmt werden kann.

[0064] Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung
von Fluoreszenz-Anregungsspektren sowie Transmissi-
onsspektren von Beleuchtungs- und Beobachtungsfil-
tern, die fir verschiedene Arten der Fluoreszenz-Diag-
nostik verwendet werden. Der Abszisse ist die Wellen-
lange A zugeordnet. Gezeigt sind neben dem Fluores-
zenz-Anregungsspektrum 81L, dem Transmissions-
spektrum 83L des Beleuchtungsfilters und dem Trans-
missionsspektrum 84L des Beobachtungsfilters fir PDD
auch das Fluoreszenz-Anregungsspektrum 81F, das
Transmissionsspektrum 83F des Beleuchtungsfilters
und das Transmissionsspektrum 84F des Beobach-
tungsfilters zur Beobachtung von Autofluoreszenz (AF)
von Gewebe.

[0065] In Figur 7 sind ferner die spektralen Empfind-
lichkeiten Sb, Sg, Sr der blauen, griinen und roten Far-
brezeptoren des menschlichen Auges dargestellt. Da
Kameras moglichst weitgehend an das Farbempfinden
des menschlichen Auges angepasst werden, weisen sie
in der Regel ahnliche spektrale Empfindlichkeiten auf.
Im Vergleich der Transmissionsspektren 83L, 83F, 84L,
84F der Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter fir PDD
und AF mit den spektralen Empfindlichkeiten der Farb-
rezeptoren des menschlichen Auges wird deutlich, dass
die geringen Unterschiede zwischen den Transmissions-
spektren der Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter fiir
PDD und AF fur das menschliche Auge nur unter guten
Bedingungen im unmittelbaren Vergleich - der selten
moglich ist - erkennbar sind.

[0066] Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung
verschiedener Produkte jeweils eines Transmissions-
spektrums eines Beleuchtungsfilters und eines Trans-
missionsspektrums eines Beobachtungsfilters. Die Kur-
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ven sind vertikal geringfligig gegeneinander verschoben,
damit sie leichter unterschieden werden kénnen. Tat-
sachlich sind alle Produkte bei Wellenlangen um 400 nm
und bei Wellenlangen um 500 nm ndherungsweise 0.
[0067] Das Produkt 85 aus dem Transmissionsspekt-
rum 83L des PDD-Beleuchtungsfilters und dem Trans-
missionsspektrum 84F des AF-Beobachtungsfilters ist
fur alle Wellenldngen sehr klein bzw. ndherungsweise 0.
Das AF-Beobachtungsfilter ist somit fir remittiertes
PDD-Anregungslicht nicht transparent.

[0068] Das Produkt 86 aus dem Transmissionsspekt-
rum 83F des Beleuchtungsfilters fiir AF-Diagnostik und
dem Transmissionsspektrum 84L des Beobachtungsfil-
ters fir PDD ist fir Wellenldngen im Bereich von ca. 430
nm bis ca. 460 nm deutlich gréRer als 0. Das PDD-Beo-
bachtungsfilter ist fir remittiertes AF-Anregungslicht so-
mit in einem deutlich sichtbaren Mal} transparent.
[0069] Das Produkt 87 aus dem Transmissionsspekt-
rum 83L des Beleuchtungsfilters fiir PDD und dem Trans-
missionsspektrum 84L des Beobachtungsfilters fiir PDD
ist in einem kleinen Wellenlangenbereich zwischen ca.
430 nmund ca. 440 nm nicht 0. Das PDD-Beobachtungs-
filter ist fur remittiertes PDD-Anregungslicht geringfligig
transparent.

[0070] Das Produkt 88 aus dem Transmissionsspekt-
rum 83F des Beleuchtungsfilters fir AF und dem Trans-
missionsspektrum 84F des Beobachtungsfilters fir AF
ist in einem kleinen Wellenlangenbereich in der Gegend
von 460 nm nicht 0. Das AF-Beobachtungsfilter ist fir
remittiertes AF-Anregungslicht geringfligig transparent.
[0071] BeiBetrachtung einer weilen, nicht fluoreszie-
renden Referenzoberflache mit einem optischen Unter-
suchungssystem kann somit unter giinstigen Umsténden
unterscheidbar sein, ob ein PDD-Beleuchtungsfilter mit
einem AF-Beobachtungsfilter oder ein AF-Beleuch-
tungsfilter mit einem PDD-Beobachtungsfilter kombiniert
ist. Im ersten Fall wird ein extrem dunkles Bild beobach-
tet, im zweiten Fall ein im Vergleich zu korrekten Kom-
binationen von Beleuchtungsfilter und Beobachtungsfil-
ter zu helles Bild. Kaum unterscheidbar hingegen ist, ob
ein Beleuchtungsfilter fiir PDD mit einem Beobachtungs-
filter fiir PDD oder ein Beleuchtungsfilter fir AF mit einem
Beobachtungsfilter fiir AF kombiniert ist. In beiden Fallen
ist das Bild ndherungsweise gleich hell, der Unterschied
inder Wellenlange istfur das menschliche Auge allenfalls
unter sehr guten Bedingungen im unmittelbaren Ver-
gleich unterscheidbar.

[0072] Figur 9 zeigt in einem schematischen Dia-
gramm typische WeilRabgleich-Parameter nach einem
Weillabgleich an einer weilten, nicht fluoreszierenden
Referenzoberflache bei verschiedenen Kombinationen
von Beleuchtungsfiltern und Beobachtungsfiltern. Die
Referenzoberflache ist in diesem Beispiel eine Oberfla-
che eines Referenzkérpers aus weillem PTFE. Der Ab-
szisse ist der WeiRabgleich-Parameter WBGr, der Ordi-
nate der Weilabgleich-Parameter WBGb zugeordnet,
wobei der dritte WeilRabgleich-Parameter WBGg per
Konvention den Wert WBGg = 128 = 0x080 aufweist. Bei
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den Messpunkten ist die Filterkombination jeweils ange-
geben, wobei die Angabe vor dem Pluszeichen das Be-
leuchtungsfilter und die Angabe nach dem Pluszeichen
das Beobachtungsfilter angibt. Dabei bedeutet "STD"
kein Filter (WeiBlicht), "PDD" ein Filter fir PDD und "AF"
ein Filter fir AF. Zuladssige Filterkombinationen sind
STD+STD, PDD+PDD und AF+AF.

[0073] Esisterkennbar, dass verschiedene Filterkom-
binationen verschiedene Weillabgleich-Parameter zur
Folge haben, die eindeutig zugeordnet und unterschie-
den werden kénnen. Nach Durchfiihrung eines Weif3ab-
gleichs mit einer geeigneten Referenzoberflache kann
somit aus dem Weillabgleich-Parameter auf die vorlie-
gende Filterkombination geschlossen werden.

[0074] Da die Weillabgleich-Parameter von Kamera-
typ zu Kameratyp und in manchen Fallen sogar von Ka-
mera zu Kamera variieren, kdnnen die bei einem
WeiRabgleich gewonnen Weilabgleich-Parameter bei-
spielsweise durch in der Kamera abgelegte Korrektur-
Parameter korrigiert werden. Die in der Kamera abge-
legten Korrektur-Parameter sind beispielsweise ohne
Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter an einer weillen
Flache gewonnene WeilRabgleich-Parameter. Diese
Korrektur-Parameter kénnen stattin der Kamera 31 auch
in der Kamerasteuerung 35 abgelegt sein. Weitere Kor-
rekturen kdnnen fiir die Bauform oder den Typ des En-
doskops erfolgen, da starre und flexible Endoskope, En-
doskope mit unterschiedlichen Durchmessern oder fiir
unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Trans-
missionsspektren im Beleuchtungs-Strahlengang und im
Beobachtungs-Strahlengang aufweisen.

[0075] Bei Verwendung einer nicht-weillen Referen-
zoberflache fiir einen Weiabgleich kann die Genauig-
keit bzw. Zuverlassigkeit der Unterscheidung verschie-
dener Filterkombinationen anhand der Weiltabgleich-
Parameter weiter verbessert werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn Kanten bzw. Flanken in Absorptions- oder
Fluoreszenzanregungsspektren in der Nahe der Filter-
kanten der zu unterscheidenden Beleuchtungs- und Be-
obachtungsfilter liegen.

[0076] Figur 10 zeigt in einem schematischen Dia-
gramm WeiRabgleich-Parameter fiir verschiedene Filter-
kombinationen bei einem WeilRabgleich an einer Refe-
renzoberflache aus einer deckenden Schichtdervon Ma-
rabu vertriebenen Farbe Maragloss GO 320 Fluoresco-
Gelb. Abszisse und Ordinate sowie Kennzeichnung der
Messwerte entsprechen denen aus Figur9. Ein Vergleich
der Figuren 9 und 10 zeigt, dass eine besonders sichere
Identifikation der vorliegenden Filterkombination méglich
ist, wenn sowohl die WeiRabgleich-Parameter aus einem
WeiRabgleich an einer Teflonoberflache als auch die
WeiRabgleich-Parameter aus einem WeilRabgleich an ei-
ner deckenden Schicht von Marabu Maragloss GO Flu-
oresco 320 gelb kombiniert werden. Weitere Verbesse-
rungen sind beispielsweise durch eine logische oder al-
gebraische Verknipfung der Weiabgleich-Parameter
moglich.

[0077] Figur 11 zeigt ein schematisches Flussdia-
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gramm eines Verfahrens zum Priifen eines optischen
Untersuchungssystems mit einer bildgebenden Einrich-
tung, einer Kamera und einer Lichtquelle zur optischen
Untersuchung eines Objekts. Obwohl das Verfahren
auch an optischen Untersuchungssystemen und mit
Priufvorrichtungen anwendbar ist, die sich von den oben
dargestellten unterscheiden, werden nachfolgend zur
Vereinfachung des Verstandnisses beispielhaft Bezugs-
zeichen aus den Figuren 1 bis 6 verwendet. Bei dem
Verfahren werden Merkmale von Spektren, wie sieinden
Figuren 7 und 8 dargestellt sind, und von Weiabgleich-
Parametern, wie sie in den Figuren 9 und 10 dargestellt
sind, verwendet, um die Funktionsfahigkeit des opti-
schen Untersuchungssystems zu priifen oder eine an-
dere Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems
zu bestimmen, beispielsweise darin enthaltene Beleuch-
tungs- und Beobachtungsfilter.

[0078] Bei einem optionalen ersten Schritt wird eine
vorgesehene Anwendung des optischen Untersu-
chungssystems erfasst, beispielsweise an einer Benut-
zerschnittstelle nach einer entsprechenden Aufforde-
rung. Bei einem optionalen zweiten Schritt wird eine der
vorgesehenen Anwendung zugeordnete Bedingung an
einen Betriebszustand der Kamera 31 des optischen Un-
tersuchungssystems ermittelt, beispielsweise durch
Auslesen einer Look-up-Tabelle. Eine oder mehrere Be-
dingungen fir den Betriebszustand der Kamera 31 kén-
nen alternativ unverénderlich vorgegeben sein.

[0079] Bei einem dritten Schritt 103 wird ein distales
Ende einer bildgebenden Einrichtung, insbesondere ei-
nes Endoskops 10, durch eine Offnung 43 in einen Hohl-
raum 42 in einem lichtdichten Gehause 41 eingefiihrt.
Bei einem optionalen vierten Schritt 104, der nach dem
dritten Schritt 103 oder gleichzeitig mit diesem ausge-
fihrt werden kann, wird das distale Ende der bildgeben-
den Einrichtung in einer vorbestimmten Position und
Richtung relativ zu einer in dem Hohlraum 42 angeord-
neten Referenzoberflache 72 angeordnet. Dies erfolgt
unterstiitzt durch eine Positionierungseinrichtung, die die
bildgebende Einrichtung 10, insbesondere deren dista-
les Ende 12 fiihrt und/oder form- oder kraftschlissig halt.
[0080] Beieinem flinften Schritt 105 wird die Referen-
zoberflache 72 mit Beleuchtungslicht mit einem Beleuch-
tungsspektrum beleuchtet. Wenn die bildgebende Ein-
richtung ein Endoskop 10 ist, erfolgt die Beleuchtung ins-
besondere mittels des Endoskops bzw. iber einen Be-
leuchtungs-Strahlengang im Endoskop 10. Bei einem
optionalen sechsten Schritt 106 wird ein Weilabgleich,
wie er oben beschrieben ist, durchgefiihrt wahrend die
Referenzoberflache beleuchtet wird. Dabei werden bei-
spielsweise Weilabgleich-Parameter WBGr, WBGb ein-
gestellt.

[0081] Beieinem siebten Schritt 107 wird wahrend des
Beleuchtens der Referenzoberflache 72 mittels der bild-
gebenden Einrichtung 10 und der Kamera 31 ein Bild
erfasst. Bei einem achten Schritt 108 wird der wahrend
des siebten Schritts 107 vorliegende Betriebszustand
der Kamera 31 erfasst, insbesondere aus der Kamera
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31 oder der Kamerasteuerung 35 ausgelesen. Alternativ
wird beispielsweise ein Rauschpegel oder ein Signal-
Rausch-Abstand im erfassten Bild bestimmt, aus dem
auf den Betriebszustand der Kamera 31 geschlossen
wird. Der Betriebszustand der Kamera umfasst beispiels-
weise WeilRabgleich-Parameter WBGr, WBGD, eine fiir
alle Farbkanale geltende Belichtungszeit, eine fur alle
Farbkanale geltende Verstarkung oder fiir einzelne Farb-
kanale geltende Belichtungszeiten und Verstarkungen.
[0082] Bei einem optionalen neunten Schritt 109 wird
aus dem erfassten Betriebszustand der Kamera ein Be-
lichtungsparameter ermittelt, insbesondere berechnet.
Beispielsweise wird aus einer Belichtungszeit T und einer
Verstarkung G ein Belichtungsparameter E nach der For-
mel E=a-TP-G¢ berechnet. Bei einem ebenfalls optiona-
len zehnten Schritt 110 wird der ermittelte Belichtungs-
parameter mit einem oder mehreren einer vorgesehenen
Anwendung zugeordneten oder pauschal geltenden
Schwellenwerten verglichen. Alternativ oder zusétzlich
wird der Betriebszustand der Kamera bzw. die ihn cha-
rakterisierenden Parameter mit anderen der vorbe-
stimmten Anwendung des optischen Untersuchungssys-
tems zugeordneten und pauschal geltenden Bedingun-
gen verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt die
Funktionsfahigkeit oder eine andere Eigenschaft des op-
tischen Untersuchungssystems an.

[0083] Wenn beim achten Schritt 108 WeilRabgleich-
Parameter erfasst werden, kann anhand eines Ver-
gleichs der Weillabgleich-Parameter mit Schwellenwer-
ten bestimmt werden, welches Beleuchtungsfilter bzw.
welches Beleuchtungs-Spektrum und welches Trans-
missionsspektrum im Beobachtungs-Strahlengang beim
Erfassen des Bilds vorlag. Dazu liegen die Schwellen-
werte insbesondere zwischen den beispielsweise in den
Figuren 9 und 10 erkennbaren Bereichen, die den ver-
schiedenen Filterkombinationen zugeordnet sind.
[0084] Wenn beim achten Schritt 108 Belichtungszei-
ten, Verstarkungen oder andere Parameter erfasst wer-
den, die einzelnen Farbkanalen zugeordnet sind, sind
diese Parameter des Betriebszustands ahnlich wie
WeiRabgleich-Parameter von der vorliegenden Filter-
kombination abhangig. Aus den den einzelnen Farbka-
nalen zugeordneten Parametern des Betriebszustands
kann deshalb ebenfalls auf die vorliegende Filterkombi-
nation geschlossen werden. Dazu werden die den ein-
zelnen Farbkanélen zugeordneten Parameter des Be-
triebszustands oder aus diesen berechnete Belichtungs-
parameter mit entsprechenden Schwellenwerten vergli-
chen.

[0085] Beieinem optionalen elften Schritt 111 wird eine
Meldung ausgegeben, die eine Aussage Uber die Funk-
tionsfahigkeit des optischen Untersuchungssystems, ei-
ne Handlungsempfehlung und/oder eine Handlungsan-
weisung umfassen kann. Bei einem zwdlften Schritt 112,
der auch zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt in dem
Verfahren ausgefiihrt werden kann, werden Patienten-
daten erfasst, beispielsweise mittels einer Benutzer-
schnittstelle. Bei einem optionalen dreizehnten Schritt
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113 werden die Patientendaten, das Ergebnis des Prif-
verfahrens hinsichtlich der Funktionsfahigkeit oder hin-
sichtlich der anderen Eigenschaft des optischen Unter-
suchungssystems und optional das Ergebnis einer nach-
folgenden oder vorangehenden Untersuchung eines Pa-
tienten mittels des optischen Untersuchungssystems in
einer Datenbank abgelegt.

[0086] Insbesondere bei Verwendung einer Kamera
31 kénnen ferner Modellbezeichnungen, Seriennum-
mern, Software- oder Firmware-Versionen und andere
Daten von Komponenten des optischen Untersuchungs-
systems Uber eine Kommunikationsleitung 39 abgefragt
und zur Dokumentation bzw. Protokollierung in der Da-
tenbank abgelegt werden. Ferner kann in der Datenbank
oder separat auf einem anderen Datentréager die Unter-
suchung des Patienten dokumentiert bzw. protokolliert
werden. Dabei werden beispielsweise Bilder bzw. ein Vi-
deodatenstrom der Kamera 31 in der Datenbank (bei-
spielsweise in einem MPEG-Format) oder auf einem Vi-
deoband abgelegt.

Bezugszeichen
[0087]

10  Endoskop

11 proximales Ende des Endoskops 10

12  distales Ende des Endoskops 10

13  Beobachtungsfilter des Endoskops 10

14 Okular am proximalen Ende des Endoskops 10

15  Kupplung am Endoskop 10 fiir Lichtleitkabel 19

17  Schaft des Endoskops 10

19 Lichtleitkabel zu Kopplung des Endoskops 10 mit
der Lichtquellenvorrichtung 20

20 Lichtquellenvorrichtung

22  Lichtquelle der Lichtquellenvorrichtung 20

23  erste Sammellinse

24  Beleuchtungsfilter der Lichtquellenvorrichtung 20

25 zweite Sammellinse

26  Kupplung an der Lichtquellenvorrichtung 20 fir
Lichtleitkabel 19

31 Kamera

33  Signalkabel

35 Kamerasteuerung

37  Bildschirm

39 Kommunikationsleitung

40  Prifvorrichtung

41  lichtdichtes Gehause der Priifvorrichtung 40
42  Hohlraum im Gehéuse 41

43  Offnung im Gehause 41

44  Standfull des Gehauses 41

45  Stift

46  Kugel-Rasteinrichtung

48  Nut im Gehéuse 41

49  Schraubverschluss



50
51

52

53
56
57

58

60
61

62

63
66
68

70
72
74
75
76
77
78
81
82
83
83L

83F
84
84L
84F
85
86
87
88

101

102

103

104
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erste Positionierungseinrichtung

vom Hohlraum 42 abgewandtes Ende der ersten
Positionierungseinrichtung 50

dem Hohlraum 42 zugewandtes Ende der ersten
Positionierungseinrichtung 50

Nut in der ersten Positionierungseinrichtung 50
Anschlag fur Endoskop 10
Kugel-Rasteinrichtung am vom Hohlraum 42 ab-
gewandten Ende 51 der ersten Positionierungs-
einrichtung

Langsachse der ersten Positionierungseinrich-
tung 50

zweite Positionierungseinrichtung

vom Hohlraum 42 abgewandtes Ende der zweiten
Positionierungseinrichtung 60

dem Hohlraum 42 zugewandtes Ende der zweiten
Positionierungseinrichtung 60

Nut in der zweiten Positionierungseinrichtung 60

Anschlag fur distales Ende 12 des Endoskops 10
Langsachse der zweiten Positionierungseinrich-
tung 60

Referenzkorper der Prifvorrichtung 40
Referenzoberflache am Referenzkérper 70

Stift am Referenzkorper 70

Indikatorbereich an der Referenzflache 72
Referenzbereich an der Referenzflache 72
erster Ort am Rand der Referenzoberflache 72
zweiter Ort am Rand der Referenzoberflache 72
Fluoreszenz-Anregungsspektrum
Fluoreszenz-Abregungsspektrum
Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
fur PDD

Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
fur AF

Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters

Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters fir PDD

Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters fur AF

Produkt aus 83L und 84F

Produkt aus 83F und 84L

Produkt aus 83L und 84L

Produkt aus 83F und 84F

erster Schritt (Erfassen einer vorgesehenen An-
wendung)

zweiter Schritt (Ermitteln eines Schwellenwerts)

dritter Schritt (Einflihren des distalen Endes des
Endoskops)

vierter Schritt (Anordnen des distalen Endes des
Endoskops)
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105 flnfter Schritt (Beleuchten einer Referenzober-
flache)

106  sechster Schritt (Durchfihren eines Weilab-
gleichs)

107  siebter Schritt (Erfassen eines Bilds mittels En-
doskop und Kamera)

108  achter Schritt (Erfassen eines Betriebszustands
der Kamera)

109  neunter Schritt (Berechnen eines Belichtungspa-
rameters)

110  zehnter Schritt (Vergleichen mit einem Schwel-
lenwert)

111 elfter Schritt (Ausgeben einer Handlungsempfeh-
lung)

112 zwdlfter Schritt (Erfassen von Patientendaten)

113  dreizehnter Schritt (Ablegen in Datenbank)

Patentanspriiche

1. Priifvorrichtung (40) fiir ein optisches Untersu-

chungssystems mit einer bildgebenden Einrichtung
(10) und einer Lichtquelle (22) zur optischen Unter-
suchung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder
Fluoreszenzlicht, mit:

einem Gehéuse (41) mit einem Hohlraum (42)
und einer Offnung (43) zum Einfiihren eines dis-
talen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung
(10) in den Hohlraum (43);

einer Referenzoberflaiche (72) mit vorbe-
stimmten optischen Eigenschaften in dem Hohl-
raum (42), zumindest entweder zur Remission
von auf die Referenzoberflache (72) gerichte-
tem Beleuchtungslicht oder zur Emission von
Fluoreszenzlicht;

einerim Wesentlichen rohrférmigen Positionie-
rungseinrichtung (50; 60) zum Halten der bild-
gebenden Einrichtung (10) bei einer durch die
Positionierungseinrichtung (50; 60) vorbe-
stimmten Position des distalen Endes (12) der
bildgebenden Einrichtung (10) relativ zur Refe-
renzflache (72),

wobei die vorbestimmte Position des distalen
Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10)
innerhalb des Hohlraums (42) ist,

wobei die Positionierungseinrichtung (50) an ih-
rem vom Hohlraum (42) abgewandten Ende
(51) einen mechanischen Anschlag (56) oder ei-
ne Kugel-Rasteinrichtung (57) zum Halten des
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proximalen Endes (11) einer in die Prifvorrich-
tung (40) eingesetzten bildgebenden Einrich-
tung (10) aufweist

oder wobei die Positionierungseinrichtung (60)
an einem dem Hohlraum (42) zugewandten En-
de (62) einen mechanischen Anschlag (66) auf-
weist, der so ausgebildet ist, dass das distale
Ende (12) einer in die Prufvorrichtung (40) ein-
gesetzten bildgebenden Einrichtung (10) an der
vorbestimmten Position liegt, wenn die bildge-
bende Einrichtung (10) an dem Anschlag (66)
anliegt.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei der die Positionierungseinrichtung
(50; 60) ferner dazu ausgebildet ist, eine Rotation
einer in die Prifvorrichtung (40) eingesetzten bild-
gebenden Einrichtung (10) um ihre Langsachse zu
unterbinden.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei der die Prifvorrichtung (40) so aus-
gebildet ist, dass die Positionierungseinrichtung (50;
60) ohne Verwendung von Werkzeug von dem Ge-
hause (41) getrennt und wieder mit ihm verbunden
werden kann.

Prifvorrichtung (40) nach dem vorangehenden An-
spruch, ferner mit:

Einrichtungen (45, 53;63) am Gehduse (41) und
an der Positionierungseinrichtung (50; 60) zum
formschlissigen Unterbinden einer Rotation der
Positionierungseinrichtung (50; 60) um ihre
Langsachse (58; 68).

Prifvorrichtung (40) nach Anspruch 3 oder 4, ferner
mit:

einer Rasteinrichtung (46), die dazu ausgebildet
ist, die Positionierungseinrichtung (50; 60) an
der Offnung (43) I6sbar zu befestigen.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei der die Referenzoberflache (72)
einen Ausschnitt aus einer Kugeloberflache bildet,
wobei die fiir das distale Ende (12) der bildgebenden
Einrichtung (10) vorgesehene Position am Mittel-
punkt der Kugeloberflache liegt; oder

einen Ausschnitt aus einer Kreiszylinderflache bil-
det, wobei die fir das distale Ende (12) der bildge-
benden Einrichtung (10) vorgesehene Position an
der Symmetrieachse der Kreiszylinderflache liegt.

Prifvorrichtung (40) nach dem vorangehenden An-
spruch, bei der

die Referenzoberfliche (72) einen Ausschnitt aus
einer Kugeloberflache bildet, wobei zwei gegeniiber-
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liegende Orte (77, 78) am Rand der Referenzober-
flache (72) auf einer Geraden (79) liegen, die einen
Winkel im Bereich von 40 Grad bis 80 Grad zur
Langsachse einer von der Positionierungseinrich-
tung (50; 60) gehaltenen bildgebenden Einrichtung
(10) bildet; oder

die Referenzoberflaiche (72) einen Ausschnitt aus
einer Kugeloberflache bildet, wobei der Rand der
Referenzoberflache (72) in einer Ebene (78) liegt,
deren Normale einen Winkelim Bereich von 10 Grad
bis 50 Grad zur Langsachse einer von der Positio-
nierungseinrichtung (50; 60) gehaltenen bildgeben-
den Einrichtung (10) bildet; oder

die Referenzoberflaiche (72) einen Ausschnitt aus
einer Kreiszylinderflache bildet, wobei eine Gerade
(79) durch zwei gegeniiberliegende Rander (77, 78)
der Referenzoberflache (72) einen Winkel zwischen
40 Grad und 80 Grad zur Langsachse einer von der
Positionierungseinrichtung (50; 60) gehaltenen bild-
gebenden Einrichtung (10) bildet.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriiche, wobei die Prifvorrichtung zerlegbar
und sterilisierbar ist.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei der die Referenzoberflaiche (72)
weil ist oder einen weillen Bereich umfasst.

Prifvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei welcher die Referenzoberflache (72)
durch Polytetrafluorethylen oder Silikon gebildet
wird.

Verfahren zum Priifen eines optischen Untersu-
chungssystems mit einer bildgebenden Einrichtung
(10) und einer Lichtquelle (22) zur optischen Unter-
suchung eines Objekts in remittiertem Licht und Flu-
oreszenzlicht, mit folgenden Schritten:

Einfiihren (103) des distalen Endes (12) der bild-
gebenden Einrichtung (10) durch eine Offnung
(43) in einen Hohlraum (42) in einem Gehéause
(41);

Anordnen (104) des distalen Endes (12) der bild-
gebenden Einrichtung (10) an einer durch eine
im Wesentlichen rohrférmigen Positionierungs-
einrichtung (50; 60) vorbestimmten Position
relativ zu einer Referenzoberflache (72) mit vor-
bestimmten optischen Eigenschaften in dem
Hohlraum (42), wobei die vorbestimmte Position
des distalen Endes (12) der bildgebenden Ein-
richtung (10) innerhalb des Hohlraums (42) ist
und die Positionierungseinrichtung (50) an ih-
rem vom Hohlraum (42) abgewandten Ende
(51) einen mechanischen Anschlag (56) oder ei-
ne Kugel-Rasteinrichtung (57) zum Halten des
proximalen Endes (11) einer in die Prufvorrich-
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tung (40) eingesetzten bildgebenden Einrich-
tung (10) aufweist oder wobei die Positionie-
rungseinrichtung (60) an einem dem Hohlraum
(42) zugewandten Ende (62) einen mechani-
schen Anschlag (66) aufweist, der so ausgebil-
det ist, dass das distale Ende (12) einer in die
Prifvorrichtung (40) eingesetzten bildgebenden
Einrichtung (10) an der vorbestimmten Position
liegt, wenn die bildgebende Einrichtung (10) an
dem Anschlag (66) anliegt;

Beleuchten (105) der Referenzoberflache (72)
mit Beleuchtungslicht mit einem vorbestimmten
Spektrum mittels der bildgebenden Einrichtung
(10);

Erfassen (107) von durch die Referenzoberfla-
che (72) remittiertem Licht mittels der bildgeben-
den Einrichtung (10);

Bestimmen der Funktionsfahigkeit oder einer
anderen Eigenschaft des optischen Untersu-
chungssystems anhand des erfassten remittier-
ten Lichts.

Claims

1.

Test apparatus (40) for an optical examination sys-
tem having animaging device (10) and a light source
(22) for the optical examination of an object in re-
flected light and/or fluorescence light, comprising:

a housing (41) with a cavity (42) and an opening
(43) for inserting a distal end (12) of the imaging
device (10) into the cavity (43);

a reference surface (72) with predetermined op-
tical properties in the cavity (42), at least either
for diffusely reflecting illumination light directed
onto the reference surface (72) or for emitting
fluorescence light;

a substantially tubular positioning device (50;
60) for holding the imaging device (10) at a po-
sition of the distal end (12) of the imaging device
(10) relative to the reference face (72), said po-
sition being predetermined by the positioning
device (50; 60),

wherein the predetermined position of the distal
end (12) of the imaging device (10) is within the
cavity (42),

wherein, at its end (51) distant from the cavity
(42), the positioning device (50) has a mechan-
ical stop (56) or a ball-locking device (57) for
holding the proximal end (11) of an imaging de-
vice (10) that has been inserted into the test de-
vice (40),

or wherein, at its end (62) facing the cavity (42),
the positioning device (60) has a mechanical
stop (66) that is embodied in such a way that
the distal end (12) of an imaging device (10) that
has been inserted into the test apparatus (40)
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lies at the predetermined position when the im-
aging device (10) rests against the stop (66).

Test apparatus (40) according to any one of the pre-
ceding claims, wherein the positioning device (50;
60) is further embodied to suppress a rotation of an
imaging device (10) about its longitudinal axis, said
imaging device having been inserted into the test
apparatus (40).

Test apparatus (40) according to either of the pre-
ceding claims, wherein the test apparatus (40) isem-
bodied in such a way that the positioning device (50;
60) can be separated from the housing (41) and re-
connected therewith without the use of tools.

Test apparatus (40) according to the preceding
claim, further comprising:

devices (45, 53; 63) at the housing (41) and at
the positioning device (50; 60) for interlocking
suppression of a rotation of the positioning de-
vice (50; 60) about its longitudinal axis (58; 68) .

Testapparatus (40) according to Claim 3 or 4, further
comprising:

a latching device (46) that is embodied to de-
tachably fasten the positioning device (50; 60)
at the opening (43).

Test apparatus (40) according to any one of the pre-
ceding claims, wherein the reference surface (72)
forms a section of a spherical surface, wherein the
position provided for the distal end (12) of the imag-
ing device (10) lies at the centre point of the spherical
surface; or

forms a section of a circular cylindrical face, wherein
the position provided for the distal end (12) of the
imaging device (10) lies on the axis of symmetry of
the circular cylindrical face.

Test apparatus (40) according to the preceding
claim, wherein

thereference surface (72) forms a section of a spher-
ical surface, wherein two opposite locations (77, 78)
lie at the edge of the reference surface (72) on a
straight line (79) that forms an angle in the range
from 40 degrees to 80 degrees in relation to the lon-
gitudinal axis of an imaging device (10) that is held
by the positioning device (50; 60); or

the reference surface (72) forms a section of a spher-
ical surface, wherein the edge of the reference sur-
face (72) lies in a plane (78), the normal of which
forms an angle in the range from 10 degrees to 50
degrees in relation to the longitudinal axis of an im-
aging device (10) that is held by the positioning de-
vice (50; 60); or
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the reference surface (72) forms a section of a cir-
cular cylindrical face, wherein a straight line (79)
through two opposite edges (77, 78) of the reference
surface (72) forms an angle of between 40 degrees
and 80 degrees in relation to the longitudinal axis of
an imaging device (10) that is held by the positioning
device (50; 60).

Test apparatus (40) according to any one of the pre-
ceding claims, wherein the test apparatus is disas-
semblable and sterilizable.

Test apparatus (40) according to any one of the pre-
ceding claims, wherein the reference surface (72) is
white or comprises a white region.

Test apparatus (40) according to any one of the pre-
ceding claims, wherein the reference surface (72) is
formed by polytetrafluoroethylene or silicone.

Method for testing an optical examination system
with an imaging device (10) and a light source (22)
for optical examination of an object in reflected light
and fluorescence light, including the following steps:

inserting (103) the distal end (12) of the imaging
device (10) into a cavity (42) in a housing (41)
through an opening (43);

arranging (104) the distal end (12) of theimaging
device (10) at a position relative to a reference
surface (72) with predetermined optical proper-
ties in the cavity (42), said position being prede-
termined by a substantially tubular positioning
device (50; 60), wherein the predetermined po-
sition of the distal end (12) of the imaging device
(10) is within the cavity (42) and the positioning
device (50) has, at its end (51) distant from the
cavity (42), amechanical stop (56) or a ball-lock-
ing device (57) for holding the proximal end (11)
of animaging device (10) that has been inserted
into the test apparatus (40) or wherein the posi-
tioning device (60), at an end (62) facing the
cavity (42), has a mechanical stop (66) that is
embodied in such a way that the distal end (12)
of animaging device (10) that has been inserted
into the test apparatus (40) lies at the predeter-
mined position when the imaging device (10)
rests against the stop (66);

illuminating (105) the reference surface (72) with
illumination light having a predetermined spec-
trum by means of the imaging device (10);
capturing (107) light reflected by the reference
surface (72) by means of the imaging device
(10);

determining the functionality or another property
of the optical examination system on the basis
of the captured reflected light.
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Revendications

Dispositif de contrdéle (40) pour un systéeme d’exa-
men optique comprenantun appareil d'imagerie (10)
et une source de lumiére (22) servant a 'examen
optique d’'un objet en lumiére réémise et/ou en lu-
miere de fluorescence, comprenant :

un boitier (41) comportant un espace creux (42)
et une ouverture (43) servant a l'insertion d’'une
extrémité distale (12) de I'appareil d'imagerie
(10) dans I'espace creux (43) ;

une surface de référence (72) ayant des pro-
priétés optiques prédéfinies dans 'espace creux
(42), au moins soit pour la réémission de la lu-
miére d’éclairage dirigée sur la surface de réfé-
rence (72), soit pour I'émission de lumiere de
fluorescence ;

un appareil de positionnement (50; 60) de forme
sensiblement tubulaire, destiné a maintenir I'ap-
pareil d’imagerie (10) a une position prédéfinie
par I'appareil de positionnement (50; 60) de I'ex-
trémité distale (12) de I'appareil d'imagerie (10)
par rapport a la surface de référence (72),

la position prédéfinie de I'extrémité distale (12)
de l'appareil d'imagerie (10) se trouvant a l'inté-
rieur de I'espace creux (42),

I'appareil de positionnement (50) possédant, a
son extrémité (41) a 'opposé de I'espace creux
(42), une butée mécanique (56) ou un dispositif
d’encliquetage a bille (57) servant a maintenir
I'extrémité proximale (11) dans un appareil
d’'imagerie (10) introduit dans le dispositif de
contréle (40),

ou I'appareil de positionnement (60) possédant
une butée mécanique (66) a une extrémite (62)
qui fait face a I'espace creux (42), laquelle est
configurée de telle sorte que I'extrémité distale
(12) d’un appareil d'imagerie (10) introduit dans
le dispositif de contréle (40) se trouve a la posi-
tion prédéfinie lorsque I'appareil d'imagerie (10)
repose contre la butée (66).

Dispositif de contrdle (40) selon I'une des revendi-
cations précédentes, avec lequel I'appareil de posi-
tionnement (50 ; 60) est en outre configuré pour em-
pécher une rotation d’'un appareil d’'imagerie (10) in-
troduit dans le dispositif de contréle (40) autour de
son axe longitudinal.

Dispositif de contrdle (40) selon I'une des revendi-
cations précédentes, avec lequel le dispositif de con-
trole (40) est configuré de telle sorte que I'appareil
de positionnement (50 ; 60) peut étre séparé du boi-
tier (41) et de nouveau y étre attaché sans utiliser
d’outil.

Dispositif de contrdle (40) selon la revendication pré-
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cédente, comprenant en outre :

des appareils (45, 53 ; 63) au niveau du boitier
(41) etauniveau del’appareil de positionnement
(50 ; 60) servant a empécher, par complémen-
tarité de formes, une rotation de 'appareil de
positionnement (50; 60) autour de son axe lon-
gitudinal (58 ; 68).

Dispositif de controle (40) selon la revendication 3
ou 4, comprenant en outre :

un appareil d’encliquetage (46) qui est configuré
pour fixer I'appareil de positionnement (50 ; 60)
de maniére amovible au niveau de I'ouverture
(43).

Dispositif de controle (40) selon 'une des revendi-
cations précédentes, la surface de référence (72)
formant un secteur d’une surface sphérique, la po-
sition prévue pour I'extrémité distale (12) de I'appa-
reil d'imagerie (10) se trouvant au centre de la sur-
face sphérique ; et

formant un secteur d’'une surface cylindrique circu-
laire, la position prévue pour I'extrémité distale (12)
de I'appareil d’imagerie (10) se trouvant au niveau
de I'axe de symétrie de la surface cylindrique circu-
laire.

Dispositif de contrdle (40) selon la revendication preé-
cédente, avec lequel

la surface de référence (72) forme un secteur d’'une
surface sphérique, deux endroits opposés (77, 78)
surle bord de la surface de référence (72) se trouvant
sur une ligne droite (79) qui forme un angle dans la
plage de 40 degrés a 80 degrés par rapport a I'axe
longitudinal d’'un appareil d'imagerie (10) maintenu
par I'appareil de positionnement (50 ; 60) ; ou

la surface de référence (72) forme un secteur d’'une
surface sphérique, le bord de la surface de référence
(72) se trouvant dans un plan (78) dont la normale
forme un angle dans la plage de 10 degrés a 50
degrés par rapport a I'axe longitudinal d’'un appareil
d’'imagerie (10) maintenu par I'appareil de position-
nement (50 ; 60) ; ou

la surface de référence (72) forme un secteur d’'une
surface cylindrique circulaire, une ligne droite (79) a
travers deux bords opposés (77, 78) de la surface
de référence (72) formant un angle compris entre 40
degrés et 80 degrés par rapport a I'axe longitudinal
d’un appareil d'imagerie (10) maintenu par I'appareil
de positionnement (50 ; 60).

Dispositif de controle (40) selon 'une des revendi-
cations précédentes, le dispositif de contréle étant

démontable et stérilisable.

Dispositif de contrdle (40) selon 'une des revendi-
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10.

1.

cations précédentes, la surface de référence (72)
étant blanche ou comportant une zone blanche.

Dispositif de contrdle (40) selon I'une des revendi-
cations précédentes, avec lequel la surface de réfé-
rence (72) est formée par du polytétrafluoro-éthyle-
ne ou du silicone.

Procédé de contrdle d’un systeme d’examen optique
comprenant un appareil d’'imagerie (10) et une sour-
ce de lumiére (22) servant a 'examen optique d’un
objet en lumiére réémise et en lumiére de fluores-
cence, comprenant les étapes suivantes :

introduction (103) de I'extrémité distale (12) de
I'appareil d'imagerie (10) a travers une ouvertu-
re (43) dans un espace creux (42) dans un boi-
tier (41) ;

arrangement (104) de I'extrémité distale (12) de
I'appareil d'imagerie (10) a une position prédé-
finie par un appareil de positionnement (50 ; 60)
de forme sensiblement tubulaire par rapport a
une surface de référence (72) ayant des pro-
priétés optiques prédéfinies dans I'espace creux
(42), la position prédéfinie de I'extrémité distale
(12) de l'appareil d’'imagerie (10) se trouvant a
I'intérieur de I'espace creux (42) et 'appareil de
positionnement (50) possédant, a son extrémité
(41)al'opposédel’espacecreux(42),unebutée
mécanique (56) ou un dispositif d’encliquetage
a bille (57) servant a maintenir I'extrémité proxi-
male (11) dans un appareil d'imagerie (10) in-
troduit dans le dispositif de contréle (40), ou I'ap-
pareil de positionnement (60) possédant une
butée mécanique (66) a une extrémité (62) qui
fait face a I'espace creux (42), laquelle est con-
figurée de telle sorte que I'extrémité distale (12)
d’'un appareil d'imagerie (10) introduit dans le
dispositif de contrdle (40) se trouve a la position
prédéfinie lorsque I'appareil d’imagerie (10) re-
pose contre la butée (66) ;

éclairage (105) de la surface de référence (72)
avec de la lumiére d’éclairage ayant un spectre
prédéfini au moyen de I'appareil d’imagerie
(10);

détection (107) de la lumiére réémise par la sur-
face de référence (72) au moyen de I'appareil
d’'imagerie (10) ;

détermination de l'aptitude fonctionnelle ou
d’une autre propriété du systéme d’examen op-
tique a 'aide de la lumiere réémise détectée.
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